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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DIX-HUITIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES ELECTROLYTIQUES A L'ALUMINIUM A ELECTROLYTE NON SOLIDE
NIVEAU D'ASSURANCE E

PREAMBULE

1) Les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes o
repfésentés tous les Comités nationaux s'intéressant a
expriment dans la plus grande mesure possible un accord
sur |les sujets examinés.

2) Ces
agré

3) Dansg le but d'encourager l'unification inyernations: 3 le
voey egles nationales
le { Llons
natj la
CEI  ble,

Condens4

Le texte de cet

i s
<}R< de % Mois| Rapport de vote
ii;:\&§}B0)734 40(BC)791

Pour de|plus)amples renseignements, consulter le rapport de vote correspopdant
mentionné dans le tableau ci-dessus. '

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 18: BLANK DETAIL SPECIFICATION:

FIXED ALUMINIUM ELECTROLYTIC CHIP CAPACITORS WITH NON-SOLID ELECTROLYTE

ASSESSMENT LEVEL E

FOREWORD

2) They

3) In or

ted in the latter.

This standard has bee
Capacitors and Reiist rs
The text| of this a
Nsi\‘gbnggé> Rule | Report on Voting
S

>M00)734 40(C0)791

re 40:
t
is

the following documents:

Further (information can be found in the relevant Report on Voting indicatqd in

the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is
the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DIX-HUITIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES ELECTROLYTIQUES A L'ALUMINIUM A ELECTROLYTE NON SOLIDE
NIVEAU D'ASSURANCE E

INTRODUCTION

Spécification particuliére-cadre

Une spécification particuliére-cadre est un document, complémentaire de la
spécification intermédiaire, comprenant les régles concernant le style, la
présentation et le contenu minimal des spécifications particuliéres. Les
spécifications particuliéres ne répondant pas 4 ces régles ne sont pas

considérEes—cUnfUrmes—aux—spécTfTcztTUns—de—Ta—eET—et—ne—dvtvent—pas—etre—
déclaréels comme telles.

Le conte ris
en compt

Les numé X
informat S N\3 mpl 2 indiqué.

Identifi

(1) "Com om\de 1'Organisme Natlional
de Normalisation sous 1l'autori écéf}cat on particuliére [est
étaflie.

(2) Numélro CEI ou national de la spécificatib articuliére, date d'édition et
tout éme national.

(3) Numéro et édition de péci atd &nérique nationale ou CEI.

(4) Numéro CEI de ,la

Identif]

(5) Cour

(6) Indi

(7) Croqui 2 as\principales dimensions, importantes pour 1l'interchangea-
bili énces correspondant aux documents nationaux ou intgr-

natjonaux approppiés. Au choix, ce croquis peut étre donné dans une annexe
a 14 spécification particuliére.

(8) util

ce.

Note.- Le(s) niveau(x) d'assurance utilisé(s) dans une spécification
particuliére doit(doivent) é&tre choisi(s) dans la spécification
intermédiaire, paragraphe 3.5.4. Ceci implique qu'une spécifi-
cation particulidre-cadre peut &tre utilisée en combinaison avec
plusieurs niveaux d'assurance pourvu que le groupement des essais
ne change pas.

(9) Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la
comparaison entre les divers types de condensateurs.
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 18: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED ALUMINIUM ELECTROLYTIC CHIP CAPACITORS WITH NON-SOLID ELECTROLYTE
ASSESSMENT LEVEL E

INTRODUCTION

Blank detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the Sectional Spe-
cification and contains requirements for style, layout and minimum content of
detail specifications. Detail specifications not complying with these require-
ments may not be considered as being in accordance with IEC specifications nor

shall they—so—bedescribed:

In the greparation of detail specifications the content of Sydb »4 of the
sectiongl specification shall be taken into account.

The numj
mation W

ers between brackets on the first page correspd ng infor-

Identifi

(1) The
Org4

rds

(2) The
issy

of

(3) The ion.
(4) The

Identifi

(6) Infq

(7) Out] » dimensions which are of importance for intefrchange-
abili ¢ to the national or international documents fo¢r out-
lings. '1t-\\a»1 ely; this drawing may be given in an appendix to the|detail

spe¢ification.

(8) Applicdtion or group'of applications covered and/or assessment level.

Note. = men S 0 be used in a deta Specitication shall be
selected from the sectional specification, Subclause 3.5.4. This
implies that one blank detail specification may be used in combination
with several assessment levels, provided the grouping of the tests
does not change.

(9) Reference data on the most important properties, to allow comparison between
the various capacitor types.
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Croq

EEECTROEYTIQUES AT ATUMINIUM
A ELECTROLYTE NON “SOLIDE

jJuis d'encombrement: (voir Tableau I)

CEI 384-18-2-XXX (2)
(1) QC 302302-XXX
CEI 384-18-2 (4)
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE QC 302302
CONTROLEE CONFORMEMENT A:
(3) CONDENSATEURS FIXES CHIPSES (5)

1.1

SECTION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES

CARACTERISTIQUES GENERALES

METHODE(S) DE MONTAGE RECOMMANDEE(S) (& introduire)

(Voir paragraphes 1.4.2 et 4.3 de la Publication 384-18 de la CEI).

(Projection: Méthode du ... diédre) \\/}
\\\\:::> (6)
(7
(D'autres formes sont autoris
ltintérieur des dimensions do 1veau x) d'assurance: E (8)
(/\\ A
Les forxmations sur la disponibilité des composants
ualifiés selon cette spécification particuliére
f t donpées dans la Liste des Produits Qualifiés.
(9)
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ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

QC 302302

IEC 384-18-2-XXX (2)
(1) QC 302302-XXX
IEC 384-18-2 (4)

(3)

Outline drawing: (see Table I)

CHIPCAPACITORS WITH NON-=
ELECTROLYTE

SOLID

FIXED ALUMINIUM ELECTROLYTIC (5)

SECTION ONE - GENERAL DATA

1. GENERAL DATA

1.1 RECOMMENDED METHOD(S) OF MOUNTING (to be inserted)

(See Subclause 1.4.2 and 4.3 of IEC Publication 384-18).

(..} angle projection) /”\ <:\\\\\//
s (6)
(7
(Other shapes are permitted within <:>
the[dimensions given) ssessment level(s): E (8)
\( w
on the availability of components
to this detail specification is given
h the Qualified Products List.
(9)
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.2 DIMENSIONS
TABLEAU I
Référence Dimensions (en mm ou en inches et mm)
du boitier
] L H d Jeeeeeen.
Notes 1. -Lorsqu'il n'y a pas de référence de boAti hu I

peut étre omis et les dimensions doi%ent dans

2. -Les dimensions doivent étre do urs maximafles ou

.3 CARACTERISTIQUES

Gamme de capacité
Tolérances sur la capacité
Tension nominale
Tension de catégorie (si
Catégorie climatique

Pableau IIA)
tableau IIA)
tableau IIA)
tableau IIB)

tableau IIB)
tableau IIB)

i requis)

TABLEAU IJA

Tension, nominale

Tension de catégoriex

Boitier Boitier Boitier Boitier

Capacité nominale
(en uF)

Si elle est différente de la tension nominale
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1.2 DIMENSIONS
TABLE 1
Case size Dimensions (in mm or inches and mm)
reference
) L H < R

which then becomes Table I.

nominal dimensions with a to

1.3 RATINGS AND CHARACTERISTICS

Capacitance range
Tolerance on rated capa
Rated voltage

Category voltage (if app
Climatic category
Rated tempera

Tangent of |lb
Leakagencu

Imped @ %
Reverse™g
Insulatj

applicable)

TABLE ITIA

Notes 1. -When there is no case size reference,
omitted and the dimensions shall be g

2. -The dimensions shall be given /4

se€ IIA)
(see Table IIA)

(see Table IIB)
(see Table IIB)

(see Table IIB)

acitance and of voltage related to case sizes

nsions or as

Category voltage (1)

Case size Case size

Case size

Case size

Rated capacitance
(in wF)

(1) If different from the rated voltage
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TABLEAU IIB

TANGENTE DE L'ANGLE DE PERTES, IMPEDANCE ET COURANT ONDULE NOMINAL

Uy Cn Tangente de l'angle Impédance (Q) Courant ondulé
de pertes a ... °C, a ... °C, ... Hz nominal (A)
(V) (uF) |... Hz (voir la note)| (si applicable) a ... °C, ... Hz

N

NSO

Note. -A la place de la tangente de Nangle\de pertes (tan §), la

résistance série équivialente\ ESR peut’ &tre spécifiée selon le
13 blication 384~18 de la CEI.

paragraphe

Publication 384-1 de la CEI (1982):
Condensateurs fixes utilisés dansg les
équipements électroniques. Premiére
partie: Spécification générique.
Modifications No. 2 (1987), No. 3
(1989) et No. 4 (1992).

1.4

Publication 384-18 de la CEI:
Dix-huitiéme partie: Spécificati¢n inter-
médiaire: Condensateurs fixes chipses

électrolytiques 3 l1'aluminium 2
électrolyte solide et non solide

1.5 MARQUAGE

Le marquage du condensateur et de son emballage doit &tre conforme aux
exigences du paragraphe 1.6 de la Publication 384-18 de la CEI.
Note. -Le détail des informations 3 marquer sur les composants et sur

l'emballage doit &tre donné en entier dans la spécification
particuliére.
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TABLE IIB

TANGENT OF LOSS ANGLE, IMPEDANCE AND RATED RIPPLE CURRENT

Ur Cr Tangent of loss Impedance (Q) Rated ripple
angle at ... °C, at ... °C, ... Hz current (A)
(V) (uF) ... Hz (see Note) (if applicable) at ... °C, ... Hz
%\
<:A\\\\\ <::;éizgzz;i:>
Note. -Instead of the tafigent of\ lbss angle (tan §), the equivalent
series resistance\ ESR msg ified in accordance with
Subcla of 1 blication 384-18.
1.4 RELATED DOCDMEN
7
Generié::ye ficafi IEC Publication 384-1 (1982):
Fixed Capacitors for Use in Electpgonic
Equipment. Part 1l: Generic Specification.
Amendments No. 2 (1987), No. 3 (1989)
and No. 4 (1992).
cification: IEC Publication 384-18:

Part 18: Sectional Specification: [Aluminium
Electrolytic Chip Capacitors with|Solid and
Non-solid Electrolyte.

1.5 MARKING

The marking of the capacitor and the package shall be in accordance with

the requirements of IEC Publication 384-18, Subclause 1.6.

Note. -The details of the marking of the component and package shall be

given in full in the detail specification.
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RENSEIGNEMENTS POUR LES COMMANDES

Les commandes de condensateurs couverts par cette spécification

doivent

contenir au minimum, en clair ou en code, les renseignements suivants:

a) Capacité nominale.
b) Tolérance sur la capacité nominale.

c) Tension nominale en courant continu.

d) Numéro et numéro d'édition de la spécification particuliére et

référence du boitier.

RAPPORTS CERTIFIES DE LOTS ACCEPTES

Requis/non requis.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (ne sont pas pkises ons\idération

pour les contrdles)

EXIGENCES OU SEVERITES, COMPLEMENTA ES<<:::i§§;§$;\§;%£RES QUE

CELLES

SPECIFIES DANS LA SPECIFICATION GE»{ERmE c%\IN'sERu&zDIAIRE

Note. -Des compléments
étre prescrites

ntaires ne devrs3
ndispensable.

is§tiques

tilisé pour définir des
i sont complémentaires ou
elles qui sont données dans
intermédiaire.

iient
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1.

1

1.

.8

9

ORDERING INFORMATION

Orders for capacitors covered by this specification shall contain, in
clear or in coded form, the following minimum information:

a) Rated capacitance.
b) Tolerance on rated capacitance.
c) Rated d.c. voltage.

d) Number and issue reference of the detail specification and style
reference.

—e) Packaging instructions:

CERTIFIED RECORDS OF RELEASED LOTS

Required/not required.

ADDITIONAL INFORMATION (not for inspection purpo )

ADDITIONAL OR INCREASED SEVERITIES OR REQUIR 0 THOSE SPECIFIED
IN THE GENERIC AND/OR SECTIONAL SPECTFICATI ~

Note. -Additions or increased r
when essential.

?f>sh uld be specified ¢nly

e ed for defining charac-
re ditional to or more
iven in the sectional
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SECTION DEUX - EXIGENCES DE CONTROLE

2. EXIGENCES DE CONTROLE
2.1 Procédures
2.1.1 Pour 1l'homologation, la procédure doit étre conforme au paragraphe 3.4

de la spécification intermédiaire, Publication 384-18 de la CEI.

2.1.2 Pour le contrble de la conformité de la qualité, le programme d'essais,
comprenant 1'échantillonnage, la périodicité, les sévérités et les
exigences est donné au tableau IV. La formation des lots de contrdle
est régie par le paragraphe 3.5.1 de la spécification intermédiare.

TABLEAU IV
Notes 1. -Les numéros de paragraphes indiqués pour les esgais 2 pences

renvoient a la spécification intermédiaire, P hcat i g 8 de la

2| -Les niveaux de contrble et les NQA so i ] i on 410
de la CEI: Plans et régles d'échant g ] par
attributs.

3., -Dans ce tableau: p =
n

de

Jualité acceptable}Publication 410 de la CEI

4. -Non apézzsa 3 0 rs chipses qui, selon leur spécifjcation
particulié 8trevmontés sur des substrats en alumine.

Numéro de par phe ditions d'essai N N Exigences
et essaij u volir note 1 ) C Q (voir note 1)
(voir naqt N A
(voir note 2)
CONTROLE DU GROUPE X
(lot par-lot)
Sous-groupe Al ND S-4 2,5%
4.4  Examen visuel Selon 4.4.2
Marquage lisible et
selon 1.5 de la pré-
sente spécification
4.4 Dimensions Comme spécifié au
(par mesure) tableau I de la pré-
sente spécification
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SECTION TWO - INSPECTION REQUIREMENTS

2. Inspection requirements
2.1 Procedures
2.1.1 - For Qualification Approval, the procedures shall be in accordance with

the Sectional Specification, IEC Publication 384-18, Subclause 3.4.

2.1.2 - For Quality Conformance Inspection, the test schedule (Table IV) includes
sampling, periodicity, severities and requirements. The formation of
inspection lots is covered by Subclause 3.5.1 of the Sectional

Specification.
TABLE IV
Notes 1} -Subclause numbers of tests and performance requ\re er to the
Sectional Specification, IEC Publication 384<18 ¥ 3 of this
specification.
2] -Inspection Levels and AQL's are selecte \ Publ; i 10:

Sampling Plans and

3] -In this table: =

10

4| -Not applicgble t

specii%fé: on sh

y Which according to their detgail
unted on alumina substrates.

Subclause number \YK\ onditions of test I A |Performance

and Test or N(see Note 1) L Q requirements

(see Note 1) h&> L (see Note 1)
<{\\\\ S (see Note 2)

GrouP a| INsPRGTTON \ [

(lot-bytlot)

Sub-group <Al ND ’ S-4 2,5%
4.4 Visual As in 4.4.2
examination Legible marking and
as specified in 1.5
of this specification
4.4 Dimensions

As specified in
(detail) Table I of this
specification
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Numéro de paragraphe D jConditions d'essai N N Exigences
et essai ou [(voir note 1 ) C Q (voir note 1)
(voir note 1) ND A
(voir note 2)
Sous-groupe A2 ND II 1,0%
4.5.1 Courant de Résistance de £ 0,025 CU pA/uFxV ou
fuite protection: 1 000 Q 1 pA, la plus grande
des deux valeurs
4.5.2 Capacité Fréquence———Hz tolérances
s
4.5.3 Tangente de Fréquence: ... Hz hr Ug £ 4 V
1fangle de

pertes (tan §)

[3]

CONTROLE DU GROUPE B
(lot pafk lot)

Sous-grpupe Bl %i: S-3 2,5%
4.5.4 Impédance (si \\/« Selon tapleau IIB
applicable)
b
4.7 s9udabilig><\/\
4.7.2 Mpsures E en /visuel Selon 4.[7.2
flinales \>
4.21 REsis olvant: Marquage| lisible
r Température du
splvants* solvant:
applicable Méthode 1

Matériau de frottement:
coton hydrophile

Reprise: ...

* Cet essai peut étre effectué sur des condensateurs chipses montés sur un substrat.
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-17 -

4.21

mpedance (if[

applicablei
.7 Jolderabil

za
WL
%

Me

Visual examination

Solvent:

Method 1

wool

Solvent temperature: ...

Rubbing material: cotton

Subclause number D |Conditions of test I A Performance
and Test or |(see Note 1) L Q requirements
(see Note 1) {ND L (see Note 1)
(see Note 2)
Sub-group A2 ND II 1,0%
4.5.1 Leakage Protective resistance: £ 0,025 CU pA/pFxV or
current 1 000 @ 1 pA, whichever is
the greater
4.5.2 (apacitance Frequency: . HZ thhtn—Sﬂecified
toleranc
4.5.3 Tangent of Frequency: Hz oy Uy S 4V
loss angle \
(tan &) of
4 V[KUg £10V
<
X_0,35 for
10 V[KUg £ 25 v
£ 0,25 fqr
<\ ‘\/ 25 V|[< UR £ 63V
GROUP B |INSPECTION \\\-//
(lot-by-lot)
Sub-groyp Bl (:::> S-3 2,5%
4.5.4 1 As in Table IIB

As in 4.7.

Legible marking

Recovery time: ...

* This

test may be carried out on chip capacitors mounted on a substrate.
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Numéro de paragraphe

D |Conditions d'essai

Effectif de

Exigences

4.6.3 Mesures finales

4.20 Reésistance du
composant aux
solvants

($i applicable)

Examen visuel

Méthode

Reprise

Capacité

Tangente de 1l'angle de <
pertes

Solvant .

Température du

et essai ou |(voir note 1 ) 1'échantillon|(voir note 1)
(voir note 1) ND ' et critére
d'acceptation
(voir note 3)
) n c
CONTROLE DU GROUPE C
(périodique)
Sous-groupe Cl D 3 12 1
4.6 Résistance 3a Méthode:
la—chateuor—d=e Puréer -
soudage
Reprise: 24 + 2 h

spécifi-

} oir la
pbarticuliére

cation

Voir la gpécification
particulfiére

Sous-groupe C2

extrémltes
talllsées r
note 4)

Meésure fin le

4.9 Robustesse des [

et\impédance

Eg en Nisuel

Voir la spécification
particulfiére

Aucun dommage visible
et pas de fuite de
1'électrplyte

Sous—grougg;aglk\

4.3 Montage

7 /V =

Matériau du substrat:
.o

Examen visuel

Aucun dopmmage visible

Courant de fuite

Capacité

et pas de fuite de
1'électrolyte

£ 0,025 CU pA/uFxV ou
1 pA, la plus grande
des deux valeurs

AC £ 5 % de la valeur
C mesurée initiale-
ment

* Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les sous-groupes individu-

ellement,

utilisé dans chaque sous-groupe.

la spécification particuliére doit indiquer quel matériau du substrat est
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Capacitance

Subclause number D |Conditions of test Sample size Performance
and Test or |(see Note 1) & criterion requirements
(see Note 1) ND of accepta- (see Note 1)
bility (see
Note, 3)
p n c
GROUP_C INSPECTION
(periodic)
Sub-group Cl D 3 12 1
4.6 Resistance to Method:
sotdering—treat PDuration: s

Recovery: 24 h £+ 2 h </A(/;

4.6.3 jinal mea- Visual examination <::\\\\\ 456.3
urements

Capacitance <<\\\\§\ ] eg’ detail

Tangent of loss angle </\\\\§;§; specifig¢ation

4,20 (omponent Solvent: \\\\\ \\\\/'See deta]ll specifi-
golvent resis- Solvent temperature: ..) \\\\ cation
lance (if Method 2
gpplicable) <:> :>
Recoverys .° /T
Sub-groyp C2 3 12 1
4.9 Bond strength See detail
q9f the end specification
flace plating
see Note f)
jinal No visible damage
easuremen and no leakage of
electrolyte
Sub~-grouyp C3 \\\E§\ g\
4.3 Mount in Substrate material: ...*

Visual examination No visible damage
no leakage of
electrolyte

Leakage current 170,025 CU pA/uFxV or

1 pA, whichever is
the greater

AC < 5 % of value
C m

easured initially

* When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the detail
specification shall indicate which substrate material is used in each sub-group.
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1 ) . 1'échantillon|(voir note 1)
(voir note 1) ND et critére

d'acceptation
(voir note 3)

p n c

Tangente de l'angle de i 0,7 pour Ug ﬁ 4V

pertes
ﬁ 0,5 pour
4v<ugf10v

£ 0,35 pour
10 <UR£25V

ur
CUR £ 63V
Impédance (si tableau IIB
applicable)
Sous-groupe C3.1 D : k\ \\\\/
4.8 Adhérence Examen visuel \\\\\ Pas de dommage
BN visible
4.10.1 Mesure Capacité (la vale
initiale S

4.10 VYariations
rapides de
température

4.10.3 1 Aucun dommage visible
et pas dp fuite de

l'électrplyte

S VAR

4.11
4.11.1 Non requis (voir 4.10.1)
nitiale
4.11.2 Chaleur séche Température: température
maximale de catégorie
Durée: 16 h
4.11.3 Essai cyclique
de chaleur
humide, essai
Db, ler cycle
4.11.4 Froid Température: température

minimale de catégorie
Durée: 2 h
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Subclause number D |Conditions of test Sample size Performance
and Test or |(see Note 1) & criterion requirements
(see Note 1) ND of accepta- (see Note 1)
bility (see
Note, 3)
p n| c
Tangent of loss angle L0,7 forug £ 4 vV
£0,5 for
4V<CUg 10V
£ 0,35 for
10 v < Ug £ 25V
£79,25)f¢r
5V[KURg £ 63V
Impedance (if in Table IIB
applicable)
Sub-groyp C3.1 D

4.8

Adhesion

4.10.1 Initial

4.10.

.11

4,11,

4.

.11,

11.

1.

measurement

Rapid change
9f tempera-

Initial

e s

Visual examination

Capacitance (the
obtained i

Not required (see

No visib
and no 1
electrol

No visibl

le damage
pakage of
yte

Teasurement 4.10.1)

Dry heat Temperature: upper
category temperature
Duration: 16 h

Damp heat,

cyclic, Test

Db, first

cycle

Cold Temperature: lower

category temperature
Duration: 2 h
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Numéro de paragraphe
et essai
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d'essai
{voir note 1 )

Effectif de
1t'échantillon
et critére
d'acceptation
(voir note 3)

P n

(o]

Exigences
(voir note 1)

4.11.5 Essai cyclique
de chaleur

humide, essai
Db, cycles
restants
Reprise: 1 h a 2 h
4.11.6 Mesures Examen visuel /Ai/— &mage visible
fiinales ) fuite de
( letctrolyte
<:: lisible
Courant de fuite <<:\\\\ imite
o XN N
Capacité pAC £ 10 % de la va-
\\\\\§\ \\\\/‘C leur mesurée en
\\\\\\\\\ 4.11.1
Tangentede 1' 1l de <:> :> £ 1,2 fois la limite
pertes )\ initiale
Sous-groupe C3.2 D 6 9 1
4.12 Essai continu <:::>
de chaleur
humide
[\\»/ 2 h
4.12.]1 Mesure <i:>' <\n\ a valeur me-
lnitiale < ous-groupe C3
e utilisée)
4.12.2 Mesur \\\\;§QMnen visuel Aucun dommage visible
fi s et pas de fuite de
1'électrolyte
Marquage| lisible
Courant de fuite £ 3 la lfimite
initiale
Capacité AC<20—7% de la va-
C leur mesurée en
4.12.1

Tangente de l'angle de
pertes

Impédance

£ 1,2 fois la limite
initiale

£ 1,2 fois la limite
du Tableau IIB
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Subclause number
and Test
(see Note 1)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

Sample size
& criterion
of accepta-
bility (see
Note, 3)
P n c

Performance
requirements
(see Note 1)

4.11.5 Damp heat,
cyclic, Test
Db, remain-
ing cycles

4.11.6 Final measure-

Recovery: 1 h to 2 h

Visual examination

No visible damage

ments

Leakage current

Capacitance

Tangent of loss angle

akage of
) ectrolite
Legible marking
inikial limit

PLANS % of value

asufed in 4.11.1

X 1,2 times initial
limit

Sub-grouyp C3.2

4.12 Damp heat,
gteady state

4.12.1 Initial
measurement

4.12.2 Final

measuremen;<

Y7L LA

o

Leakage current

pacitance

Tangent of loss angle

@@///9/\

[
47

No visible damage
and no leakage of
electrolyte
Legible marking
< initia] limit

20
easu

Ac £ of value
C m ed in 4.12.1

£ 1,2 tiges initial

limit

Impedance

<172 times limit in
Table IIB
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4.15 Endurance

Durée: 1 000 h
Température d'essai:
Température maximale
de catégorie

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1 ) 1téchantillon|(voir note 1)
(voir note 1) ND et critére
d'acceptation
(voir note 3)
P n c
Sous-groupe 3.3 D 3 |24 1

Tensio e: ...V
Reprise: 1 h a 2 h /\("
4.15.1 Mesure Capacité (la valeur me- \ (
initiale surée au sous-groupe C3 \\\\\
peut é&tre utilisée) \\\\
4.15.3 Mesures Examen visuel <’\\\\ §\ Autun dommage visible
finales \§ et pas de fuite de
\\\\\§\ \\\\/ll‘électralyte
\\ Marquage| lisible
Courant de fuit £ 3 la lfmite
<t> >> initiale
Capacité \_/)\ AC par rapport a la
C valeuf mesurée
en 4.15.1:
< Tension AC (%)
nominale C
\/ )
Q R Ug K6,3]|+25 3 -40
<\v\ 6,3< Ug K63 + 30
an e de l'angle < 1,5 folis la limite
\\\\\d pertes initiale|ou i 0,4,
la plus grande des
deux valeurs
Impédance £ 3 fois|la limite du
Tableau [IB
Sous-groupe C3 4 D 6 15 1

4 13 Caractéristi-
ques 3 haute
et basse
température

* Si applicable

Les condensateurs
doivent étre mesurés
a chaque palier de
température

Palier 1: 20 °C

Capacité *

Tangente de 1l'angle
de pertes *
Impédance (3 la méme
fréquence qu'au pa-
lier 2)

Valeur utilisée comme
référence

Valeur utilisée comme
référence
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Subclause number D |Conditions of test Sample size Performance
and Test or |(see Note 1) & criterion requirements
(see Note 1) ND of accepta- (see Note 1)
bility (see
Note,3)
P n c
Sub-group C3.3 D 3 24 1
4.15 Endurance Duration: 1 000 h
Test temperature:
Upper category tempe-
rature
Applisd—Vvoltager ... V
Recovery: 1 h to 2 h /A(/;
4.15.1 Initial Capacitance (the value \\\\\
measurement obtained in Sub-group C3 \\\\
may be used) §\
IONRN
4.15.3 Hinal Visual examination \\\\\5\ \\\\J)No visible damage
measurements and no leakage of
\\\\ electrolyte
Legible marking
Leakage re :> < initial limit
Capacitan \g/)\ AC compared to values
C measured in
4.15.1:
Rated AC (%)
voltage C
[\/ v
Q \A Ug £6,3]|+25 to -40
< 6,3< Ug {63 + 30
angent/ of loss angle £ 1,5 times initial
\\\\ limit or|£ 0,4,
whichever is the
greater
Impedance £ 3 time$ the limit
in Table|IIB
Sub-group.C3.4 D 6 15 1
4.13 Characteris- The capacitors shall
tics at high be measured at each
and low tempe- temperature step
rature
Step 1: 20 °C
Capacitance¥* For use as reference
value
Tangent of loss angle*
Impedance (at same fre- For use as reference
quency as Step 2) value

* If applicable
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Numéro de paragraphe
et essai
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d'essai
(voir note 1 )

Effectif de
1'échantillon
et critére
d'acceptation
(voir note 3)

P n| c

Exigences
(voir note 1)

Palier 2: température
minimale de
catégorie

Impédance

Par rapport a la
valeur du palier 1l:

4.19  Chafge é&t
décharg

({si requis)

AW LN,

Palier 3: températu
maximale (de
catég

fui

Courant Ae

Capacité
Tahgen de 1l'angle
pertes *

empérature: 20 °C
Nombre de cycles: 106
Durée de charge: 0,5 s
Durée de décharge:
0,5 s

—

N

A
N

Rapport
d'impé~
dance

16,3
(16
(63

7
5
4

(=]
P
Lal al a
fAIAIA

A\
>

L
/

A 125 °c{ £ 10 fois
la limite du 4.5.1
A 105 °Cc} £ 8 fois
la limite¢ du 4.5.1
A 100 °Cy £ 8 fois
la limite¢ du 4.5.1
A 85 °C:|{ 5 fois
la limite du 4.5.1
A 70 °c:|£ 3 fois
la limite du 4.5.1
Voir spé¢ification
particulijére

Voir spéc¢ification
particuljére

4.19.3 Mesures
finales

Examen visuel

Courant de fuite

Capacité

Aucun dommage visible
et pas de fuite de
1'électrolyte

£ a la limite

initiale

AC £ 10 % par rapport

C & la valeur me-
surée au palier 3
du 4.13

* Si applicable
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